
SPCPlus 主介面

 

Main View

a



常用工具注釋

依照日期顯示所有測試過pcb 測試結果
c:\KohYoung\ky-303\data\05\*.mdb

根據在listview所選擇的pcb顯示測試結果的詳細資料(位置, 2D/3D圖,

測試規格…)

根據barcode所選擇的pcb顯示測試結果的詳細資料

根據在listview所選擇的pcb(至少兩個)顯示測試結果的直方圖(histogram)

Cp… 

根據在listview所選擇的pcb(至少兩個) 挑選最多六個零件比較其顯示測
試結果(Xbar-S圖)



常用工具注釋

根據在listview所選擇的pcb顯示測試FAIL的統計資料(前五大,前二十
大….)

根據在realtime setup挑選最多六個零件或組件(a group of 

components)比較測試結果(Xbar-S圖)

根據在listview所選擇的pcb顯示測試FAIL的統計資料(每種fail次數, 柏
拉圖, PPM….)

根據在listview所選擇的pcb顯示yield rate

根據在listview所選擇的pcb顯示histogram



常用工具注釋

顯示NG BUFFER裡的NG PCB資料

即時顯示目前正在檢測的pcb的測試結果

儲存資料給 M.R.T Char 使用

輸出當前畫面的儲存資料

SPCplus各項功能的設定



ListView



ListView (One)

Squeegee : 印刷機印刷方向
PADTotalCnt : pcb的檢測pad總數



ListView (Two)

Distribution Chart :體積 vs 面積的分布圖, 體積 vs 高度的分布圖
Repeatability: 產生0度, 90度, 180度, 270度的3σ



體積 vs 面積的分布圖



Repeatability (one)



Repeatability (Two)



PCBView



Step :  FOV檢查步驟

Search : 搜尋零件, 角位(pin)要
輸入

Search : 搜尋體積 面積高度位
移





體積分布趨勢設定

Value Trend : 檢查體積 面積高度位移(X, Y)

在pcb上的分布情況可以知道印刷狀況

Refresh : 更改檢查項目必須按一次refresh           

(更新)



體積分布趨勢



位移(X) 分布趨勢



位移(Y) 分布趨勢



高度分布趨勢



面積分布趨勢



Area / ROI



Area / ROI



Defect SPC setting

按一下 <DefectSPC>          出現SPC Condition 視窗, 選擇<Group Pad:>

按一下 <Select Group >出現PCB Group 視窗



DefectSPC(Cp, Cpk)



Custom USL/LSL setup



YieldView



MultiSPC (One)

按一下 <MultiSPC>          出現Multi SPC Condition 視窗, 可以選擇最多六
個零件



MultiSPC (Two)



DefectView



Hisogram

按一下 <Histogram>          出現Histogram Condition 視窗, 選擇<Group 

Pad:>按一下 <Select Group >出現PCB Group 視窗



Group 1 & 2



Histogram with two groups

Indivisual Avg: 顯示每片pcb最小值 ,平均值,最大值.

Screen Histo. Avg: 以螢幕上出現的pcb顯示每片pcb最小值,平均值,最大值
All Histo. Avg:顯示所有選擇的pcb最小值,平均值,最大值



DefectSPC



SPC Setup(basic)



SPC Setup(Alarming)



SPC Setup(basic)



SPC Setup(RealTime)

Sample Count: pcb數量



RealTime 



M.R.T. Save Data



MRT(Multi RealTime) setup

System Value:

以全部的測試值來計算
標準差(σ),  Max.,  Min. 

UCL/CL/LCL 

Custom Value:

以全部的測試值來計算
標準差(σ),  但是用戶定義
Max.,  Min., UCL/CL/LCL 

System Value:

以全部的測試值來計算
標準差(σ),  但是用3 σ, 

來計算Max.,  Min. 

UCL/CL/LCL 



MRT Chart

Sampling: pcb數量


